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OBJECTIFS

- Acquérir ou parfaire les connaissances théoriques et pratiques utiles a l'utilisation d’'un FIB / SEM
- Appréhender de maniére pratique l'acquisition et les 1¢' traitements des données de type 3D

Centre lyonnais de microscopie

FED4092 - Optimiser les Dépadts in situ et les usinages FIB (notamment pour la préparation des lames TEM)
http://iwww.clym.fr/
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